Pagina 1de 2
UNIVERSIDAD

DE CHILE
FACULTAD DE
CIENCIAS

CRISTALOGRAFIA
Curso: Electivo Nivel: Magister y Doctorado
Coordinador: Dr. Victor Manriquez Semestre y afo: primavera 2018

Colaborador: Dr. Antonio Galdamez
Descripcion

Curso electivo especializado en el area de Fisicoquimica del estado sélido dirigido a estudiantes
de postgrado del area cientifica. Este curso tiene énfasis en la simetria y en la resoluciéon de estructuras
cristalinas mediante la técnica de Difraccion de rayos X en monocristal. Ademas, este curso considera
actividades tedricas y practicas; como es la resolucion estructural y andlisis de los datos cristalograficos
mediante programas avanzados de cristalografia.

Objetivo

El objetivo es que los alumnos(as) adquieran conocimientos de simetria cristalina y fundamentos
fisicos de la Difraccion de rayos X, que les permita interpretar y analizar las propiedades estructurales
que presentan distintos sélidos extendidos.

Prerrequisitos: No aplica
Contenidos

1.-LA DIFRACCION DE RAYOS X EN CRISTALES
Generacién de Rayos X

El espectro contintio

Planos Reticulares, Indices de Miller

Morfologia Cristalina

2.-SIMETRIA CRISTALINA

Clases de cristales y sistemas de coordenadas
Elementos de Simetria

Los Sistemas Cristalinos y redes de Bravais
Grupos Puntuales y Grupos Espaciales

3.-RESULTADOS FUNDAMENTALES DE LA TEORIA DE LA DIFRACCION
Transformada de Fourier y operaciones de convolucién

Ley de Friedel

Densidad electrénica y funciones relacionadas

Principales resultados de la teoria de difraccion

Condiciones de difraccion en monocristales

Condicién de difraccion de Ewald

Ley de Bragg
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4.-METODOS DE DIFRACCION DE RAYOS X

Simetria Cristalina y de las intensidades

Representacion de la densidad electronica y de los factores de estructura
Grupos de LAUE

5.-DETERMINACION DE UN MODELO DE ESTRUCTURA CRISTALINA
Extinciones sistematicas
Problema de la Fase

6.-REFINAMIENTO DE UN MODELO DE ESTRUCTURA CRISTALINA
Descripcion de Estadigrafos de refinamiento
Archivo CIF (Crystallographic Information File) y utilizacién de los programas (mercury, EnCifer)

Bases de datos
IUCr

7-PRACTICO

Resolucion estructural mediante programas

Analisis cristalografico (PLATON)

Visita al equipo de difraccion de monocristales de la Universidad

Evaluacion y metodologia

El curso se desarrollara con clases expositivas (2 h por semana), trabajo personal en una tarea escrita y un
trabajo practico individual de resolucion estructural y analisis cristalografico.

Total horas semanales (directas e indirectas): 4 horas

La nota Final del curso es el promedio de la tarea y el trabajo practico de resolucion estructural.
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